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PREFACE

La présente modification a été établie par le Comité d'Etudes No. 40 de la CEI:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois| Rapport de vote Procédure des Rapport de vote
Deux Mois
LO(BC)620 40(BC)669
40(BC)679 40(BC)687
VAN

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports orrespondants
mentionnés dans le tableau ci-dessus.

composants électroniques (IECQ).

Page 2
- Ajouter a la Section Quatre, 1&
4.31 Montage (pour les résist
4,32 Adhérence....
4,33 Robustesse de

Page 16

nt appropriée son montage dans les circuits hybrides
es ‘cartes imprimées.

Page 18

Paragraphe 3.1

Remplacer le texte existant par:

3.1.1 Quand ces documents sont utilisés dans le cadre d'un systéme d'assurance
de la qualité complet tel que le Systéme CEI d'assurance de la qualité
des composants électroniques (IECQ), avec homologation et contrdle de la
conformité de la qualité, on doit suivre les procédures des para-
graphes 3.4 et 3.5.

3.1.2 Quand ces documents sont utilisés a 1'extérieur d'un systéme d'assurance
de la qualité tel que le Systéme IECQ & des fins telles que 1'épreuve
d'une conception ou des essais de type, les procédures et les exigences
des paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 b) peuvent étre appliquées, mais dans tous
les cas, les essais et parties d'essai doivent étre effectuéds dans
1'ordre donné dans le programme d'essai.
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PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors
and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting Two Months' Report on Voting
Procedure
40(C0)620 40 (C0)669
40(C0)679 4o(co)687

Further information can be found in the relevant Reports on g indicated in
the table above.

specification number in the IEC Quality Assessment
Components (IECQ).

Page 3

Page 17

Page 19

Sub-clause 3.1

Replace the existing text by:

3.1.1 When these documents are being used for the purpose of a full quality
assessment system such as the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ), with Qualification Approval and Quality
Conformance Inspection, the procedures of Sub-clauses 3.4 and 3.5 shall
be complied with.

3.1.2 When these documents are used outside such quality assessment systems as
the IECQ system for purposes such as design proving or type testing, the
procedures and requirements of Sub-clauses 3.4.1 and 3.4.2 b) may be used,
but the tests and parts of tests shall be applied in the order given in
the test schedules.
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-~ Au paragraphe 4.,6.1 remplacer "trois" par "quatre",

- Ajouter les nouveaux paragraphes 4.6.1.4 et 4.6.1.5:

4.6.1.4 Méthode pour les résistances chipses de forme rectangulaire

L'essai doit 8tre effectué la résistance étant montée comme indiqué en
figure T7a.

La force de maintien donnée par le ressort doit &tre de 1,0 = 0,2 N,
sauf spécification contraire en spécification particuliére. Le point
du contact du bloc métallique doit étre centré pour_assurer une bonne
répétabilité des résultats.

Bloc metallique
Point d'essai A

Point
d'essai B

Plaque metallique

pour“la tension de tenue et la résistance
dsistances chipses de forme rectangulaire,
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zohes de\ contact.

L1 Materiau

Bloc metallique
isolant

en V
Point d'essai A

Plaque
metallique

. y t . . . N
Point d'essai B Rainure en V Les sorties doivent etre en contact avec
les bords. de la rainure dans la plaque
métallique.

Figure 7b: Appareil d'essai pour la tension de tenue et la résistance
d'isolement des résistances chipses de forme cylindrique.
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- In Sub-clause 4.6.1 replace "three" by "four".
- Insert new Sub-clauses 4.6.1.4 and 4.6.1.5:

4.6.1.4 Method for rectangular chip resistors

The test shall be performed with the resistor mounted as shown in

Figure Ta.

The clamping force of the spring shall be 1.0 * 0.2 N, unless otherwise
specified in the detail specification. The point of contact of the metal
block shall be centrally located to ensure good repeatability of results.

Tnsulation materia

Metal block
Test point A

Figure 7a: Insylabion resistance Wnd voltage proof test jig for

Metho(/}éy y

4.6.1.5 lindri

the spring shall be 1.0 = 0.2 N, unless

in the detail specification.

the test block shall be chosen so that a minimum
mm to the contact areas is maintained.

L1

V-shaped
metal block
Test point A

Insulation
material

Metal plate

Terminations shall be in contact
with the walls of the groove in the
metal plate.

Figure 7b: Insulation resistance and voltage proof test jig for
rectangular chip resistors.



	
	
	
	
	

